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Przedmiotem wynalazku jest sposób zmiany
czułości w funkcji zasięgu w impulsowym de¬
fektoskopie ultradźwiękowym.

, Zmiany czułości defektoskopu reguluje się
w taki sposób, by dla zasięgów mniejszych,
ptrzy których wykryte wady dają echa er dużych
amplitudach, czułość ta była mała, natomiast
w miarę wzrostu zasięgu czułość winna równo¬
miernie wzrastać.

W dotychczas znanych urządzeniach tego ty¬
pu pożądane zmiany czułości otrzymuje się
przez przyłożenie z zewnętrznego źródła do od¬
biornika defektoskopu impulsów napięciowych
powtarzających się z częstotliwością powtarza¬
nia defektoskopu. W tym celu impulsy o ujem¬
nej polaryzacji przyłożone zostają do ekranów
penitod odbiornika, zmniejszając w ten sposób
odpowiednio czułość odbiornika w funkcji za-

*) Właściciel pattentu oświadczy^ że współ¬
twórcami wynalazku są dr inż. Leszek Filip-
czyńiski i Jan Sałtoowski.

sięgu, zależnie od kształtu przyłożonego napię¬
cia.

Sposób ten jest niedogodny ze względu na
konieczność wbudowania w defektoskop spe¬
cjalnego układu wytwarzającego impulsy ujem¬
nego napięcia, co komplikuje i rozbudowuje
konstrukcję defektoskopu, który winien być
możliwie mały i lekki ze względu na swój prze¬
nośny charakter. Ponadto łączenie ekranów
lamp odbiornika o wzmocnieniu rzędu 120 d"R
jest niebezpieczne ze względu na jego stabilność
tym bardziej, że celem zachowania pożądanego
kształtu impulsu nie można stosować odpowied¬
nich układów filtrujących.

Metoda ta zawodzi zupełnie w odbiornikach,
wykonanych na tranzystorach.

Niedogodności powyższe usuwa sposób we¬
dług wynalazku polegający na tym, że do zmia¬
ny wzmocnienia odbiornika! wykorzystany zo¬
staje impuls nadawczy. Impuls ten o amplitu¬
dzie równej kilkuset woltów doprowadzany jest
do zacisków wejściowych odbiiorniikia. Pod



wpływem tego impulsy poszczególne stopnie
odbiornika zostają przeeterowaiie, tak że nastę¬
puje w nich zjawisko detekcji. Przez odpowied¬
nie* włączenie układu pojemności i oporności
oraz odpowiednie zwymiarowanie tych wielko¬
ści uzyskuje się pożądany impuls, eksponen-
cjalnie zanikający, który wykorzystuje się na¬
stępnie dio zmiany punktu pracy lamp względ¬
nie tranzystorów, z których zbudowany jest od¬
biornik. W ten sposób uzyskuje się ^pożądaną
zmianę czułości odbiornika w czasie następują¬
cym po chwili startu nadajnika, a więc w funk¬
cji zasięgu.

Zmiany czułości odbiornika w funkcji zasię¬
gu można według wynalazku uzyskać przez
zmianę napięcia siatkowego sterującego pierw¬
szą lampę odbiornika, a w zależności od układu
pracy tranzystora przez zmianę napięcia bazy
lub emitera pierwszego tranzystora w odbior¬
niku. Uzyskuje to się przez pojemuościowo-
-oporowe sprzężenie pierwszego stopnia odbior¬
nika z nadajnikiem.

W czasie trwania impulsu nadawczego pojem¬
ność sprzęgająca ładuje się wskutek zjawiska
detekcji, rozładowując się następnie przez połą¬
czony z nią opór. Prąd rozładowania, płynący
przez ten opór, zmienia punkt pracy lampy
względnie tranzystora powodując w ten sposób
zmianę czułości odbiornika. Po rozładowaniu
kondensatom punkt pracy pierwszego stopnia
odbiornika wraca do pierwotnej wartości i de¬

fektoskop osiąga znów swą maksymalną czu¬
łość.

Podobne zmiany punktu pracy a przez to
zmiany czułości defektoskopu można uzyskać
według wynalazku w pozostałych stopniach
odbiornika, jeśli są one sprzężone ze stopniem
poprzednim za pomocą układu pojemnościowo-
oporowego.

Analogiczne zmiany punktu pracy pod wpły¬
wem detekcji impulsu nadawczego a przez to
zmianę czułości defektoskopu można uzyskać
według wynalazku przez zabooznikowanie po¬
jemnością oporu katodowego lampy odbiornika.
Gdy zaś odbiornik wykonany jest na tranzysto¬
rach, to zmiana punktu pracy wystąpi wów¬
czas, gdy pojemnością zabocznikowana zostanie
oporność w obwodzie bazy względnie emitera,
zależnie od zastosowanego układu pracy tran¬
zystora.

W odbiornikach wykonanych z pentod wystę¬
pują zmiany punktu pracy pod wpływem de¬
tekcji impulsu nadawczego, gdy według wyna¬
lazku w siatce ekranującej załączymy układ
pojemnościowo-oporowy o stałej czasu porów-
nywailnej z czasem tuwania impulsu nadawcze¬
go. W takim przypadku w czasie trwania im¬
pulsu nadawczego powstaje na siatce ekranu¬
jącej latmpy ujemny skok napięcia, eksponer-
cjalnie zanikający w czasie, co prowadzi do
zmian czułości defektoskopu w funkcji zasięgu.

Zastrzeżenia patentowe

i. Sposób zmiany czułości w funkcji zasięgu
w defektoskopie ultradźwiękowym, znamien¬
ny tym, że impuls nadawczy poddany zosta¬
je detekcji w lampach lub tranzystorach od¬
biornika a napięcie wytworzone wskutek de¬
tekcji zmienia w funkcji zasięgu punkty pra¬
cy lamp lub tranzystorów odbiornika.

2. Sposób zmiany czułości w funkcji zasięgu
w defektoskopie ultradźwiękowym według
zastrz. 1, znamienny tym, że punkt pracy
pierwszego stopnia odbiornika jest zmienia¬
ny w funkcji zasięgu przez zastosowanie
sprzężenia pojemnościowo-oporowego mię¬
dzy nadajnikiem i pierwszym stopniem od¬
biornika*

3. Sposób zmiany czułości zasięgu w defekto¬
skopie ultradźwiękowym według zastrz. 1,
znamienny tym, że punkt pracy w jednym
lub wielu stopniach odbiornika jest zmienia¬
ny w funkcji zasięgu przez zastosowanie
sprzężenia pojemnościowo-oporowego z<*
stopniami poprzednimi lub prżeż zaboczni-
kowahie pojemnościami oporów katodowych
lamp względnie oporów zastosowanych w
tranzystorach w obwodzie bazy lub emitera.

4. Sposób zmiany czułości w funkcji zasięgu
w defektoskopie ultttadźwiękowym według
zastrz. 1, znamienny tym, * że napięcie na
ekranie jednej lub wielu lamp odbiornika
jest zmieniane w funkcji zasięgu przez do¬
branie stałej czasu układu pojemności i opór*
ncści załączonych do ekranu mniejszej niż
dziesięciokrotny cztas trwania impulsu na*
dawczego.

Polska Akademia Nauk
(Instytut Podstawowych

Problemów Techniki)

21o. RSW „Prasa", Kielce.


	PL45704B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


